Перечень типовых услуг, оказываемых с использованием оборудования ЦКП «ГЕОАНАЛИТИК»

*
Микроанализ пробы методом ИСП-масс-спектрометрии на приборе ELAN 9000 на редкие (14 РЗЭ) и рассеянные элементы (33 элемента Li, Ве, Sc, Ti, V, Cr, Мn, Ni, Со, Сu, Zn, Ga, Ge, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Мо, Ag, Cd, Sn, Sb, Cs, Ва, Hf, Та, W, Tl, Рb, Bi, Th, U) в породах и минералах с разложением в микроволновой печи или автоклавной установке; 

*          Микроанализ проб воды (или готовых расоворов) методом ИСП-масс-спектрометрии на приборе ELAN 9000 на редкие (14 РЗЭ) и рассеянные элементы (33 элемента Li, Ве, Sc, Ti, V, Cr, Мn, Ni, Со, Сu, Zn, Ga, Ge, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Мо, Ag, Cd, Sn, Sb, Cs, Ва, Hf, Та, W, Tl, Рb, Bi, Th, U);
*         Анализ локального состава минералов на редкие (14 РЗЭ) и рассеянные элементы (33 элемента Li, Ве, Sc, Ti, V, Cr, Мn, Ni, Со, Сu, Zn, Ga, Ge, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Мо, Ag, Cd, Sn, Sb, Cs, Ва, Hf, Та, W, Тl, Рb, Bi, Th, U) методом ИСП-масс-спектрометрии в режиме лазерной абляции проб на приборе ELAN 9000  с определением элементов внутреннего стандарта на микроанализаторе Саmеса SX-100 c последующей обработкой результатов ИСП-масс-спектрометрии с пересчетом на элемент внутреннего стандарта; 

* 
Анализ пробы методом атомной абсорбции в породах и минералах с химическим разложением; 

* 
Изучение минералов в полированных шлифах, аншлифах и отдельных зернах на микроанализаторе Саmеса SX 100: 

 - определение содержания химического элемента в отдельных точках анализа (порядка 10 элементо-определений в точке, 

 - получение изображения (в электронном виде) образца в обратно-рассеянных электронах (BSE), вторичных электронах (SE), катодолюминесценция образца (САТ), 
 - регистрация спектров минералов в режимах ЭДС и ВДС для качественного анализа химического состава вещества, 

- элементное картирование (с высоким разрешением, 1-5 элементов); 

* 
Изучение образцов в полированных шлифах, аншлифах, отдельных зернах, фрагментах на сканирующем электронном микроскопе JSM 6390LV: 

 - поиск и получение изображений (в электронном виде) образца в обратно-рассеянных электронах (BSE), вторичных электронах (SE), 

 - полуколичественное определение содержания химического элемента в точке анализа в режиме ЭДС, 

 - элементное картирование;
*           Определение содержания химических элементов в твердых образцах рентгенофлюоресцентным методом на спектрометрах EDX-900HS (от Na до U в диапазоне 0,01-100%) и СРМ-18: 

 - Сканирование спектра на EDX-900HS и полуколичественный анализ, 
 - Количественный анализ с использованием стандартов ИГГ УрО РАН, 

 - Количественный анализ с использованием стандартов заказчика; 

* 
Количественный типовой силикатный анализ на спектрометрах СРМ-18 и EDX-900HS (Si, Al, Ti, Mg, Мn, Fеобщее, Са, К, Na (при содержании не менее 0,5%), Р, Сr, V); 

* 
Определение содержания FeО, Na2O и потерь при прокаливании для общего силикатного анализа пород c химическим разложением; 

* 
Исследование минералов и пород в инфракрасной области спектра на ИК-Фурье спектрометре Spectrum Оnе, исследование воды в минералах; исследование минералов с использованием ИК микроскопа «MultiScope»; обработка и интерпретация результатов ИК спектроскопии; 

* 
Исследование импульсной катодолюминесценции минералов и пород на приборе «КлавиР»; обработка и интерпретация результатов люминесцентной спектроскопии; 

* 
Исследование дефектов в минералах методом ЭПР-спектроскопии; обработка и 

интерпретация результатов ЭПР-спектроскопии; 

* 
Рентгеноструктурный анализ на XRD 7000, в том числе глинистых минералов и сложных смесей; 

* 
Термический анализ пород и минералов, определение ППП (работа с навесками от 3-5 мг) на дериватографе Diamond TG-DTA; 

* 
Обработка и интерпретация результатов мессбауэровской спектроскопии, рентгеноструктурного анализа, ИСП-масс-спектрометрии; 

* 
Фотографирование на микроскопе Axioplan2 (Zeiss) в проходящем и отраженном свете и на МБС-10 с регистрацией на цифровые или пленочные носители. 

* 
Пробоподготовка: 

 - Монтаж микрокристаллов в «шашку» на основе эпоксидной смолы или сплава Вуда, шлифование, полирование и напыление образца для микрозондового и микроскопического анализа углеродом, 

 - Прессование проб для рентгеноспектрального анализа, 
 - Дробление проб до фракции менее 1 мм (до 3кг), 
 - Истирание дробленых проб в истирателе (до 150 г).
*         Обучение работе на приборах и оборудовании Института.
